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1．はじめに 

近年，生体試料を生きたまま顕微観察するバイオイメージング技術に関心が集まっている．細

胞などの生体試料の表面形状をナノスケール分解能で観察する手法の一つとして，走査型イオン

伝導顕微鏡 (Scanning Ion Conductance Microscope : SICM)1) がある．SICM はナノピペットを用い

て電解液中においてイオン電流を検出することで非接触・低侵襲で表面形状を観察することがで

き，生体試料の観察に適している 2,3)．電解液中にて生体試料の観察を行う際，試料が液中におい

て帯電している場合 SICM 観察に影響を及ぼす．SICM を用いて帯電試料のイメージングを行う

際，試料表面近傍では電気二重層の影響で観察が困難となる場合がある．本講演では，θ管を用

いた複数開口のナノピペットを有する SICM4)を用いて、各開口内に電極を挿入することで，帯電

試料による SICM 観察への影響を低減する新たな観察手法について提案する． 

2．実験方法と結果 

本研究で提案するθ管をプローブとして用い帯電試料の観察を行った．Fig. 1 はθ管を用いた

SICM 観察の原理図と実験結果である．(a)はθ管を用いた場合の SICM 観察の原理図であり，電

極を各開口内に挿入することで帯電によるイオン電流への影響を低減する．(b)は負帯電試料表面

近傍で取得したサイクリックボルタンメトリー (Cyclic voltammetry: CV)であり，θ管を用いるこ

とでイオン電流への帯電表面の影響が低減できていることが分かる．(c)は観察手法を用いて取得

した負帯電試料である染色体の SICM 像である．印加電圧に関係なくイメージングできているこ

とから，帯電試料観察において本手法が有効であることが確認できる． 

 

 

 

 

 

      

 

 Fig. 1 SICM imaging using a theta nanopipette 
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(c) SICM images of chromosomes 
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